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京都大学工学研究科機械系顕微鏡室は、機械系 3専攻の教員、学生を対象にサービスを提供している。主

な業務は走査型電子顕微鏡（SEM）を用いての観察であり、日々 様々な研究室から持ち込まれるサンフ。ルを

観察し、 研究支援をしている。本発表ではこれまでの観察例の中から 2つの事例を紹介するとともに、観察

に際しての工夫や注意点を述べる。

2. 観察例

本発表では2つの観察例について紹介する。図 lは、航空宇宙工学専攻江利口研究室久山氏らによる研究

「プラズマ曝露によるシリコン窒化膜表面の微細構造変化の解析JのSi基板上のSiN膜である。SEM観察

により SiN膜の膜厚を測定を行った。図2は、マイクロエンジニアリング専攻田畑研究室山下氏らによる研

究「表面増強ラマン分分光分析に向けた DNAオリガミによる金ナノ粒子二量体の形成」 でのAuナノ粒子二

量体である。SEM観察によ りAuナノ粒子二量体が作成されていることを確認された。
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図1 Si基板上の SiN膜 図2 Auナノ粒子二量体

3.観察のポイント

上記2つの観察例において、鮮明な SEM画像を撮影するためにいくつかの工夫や注意すべき点がある。

以下では、それらについて述べる。

まず、田畑研究室山下氏らの研究での Auナノ粒子三量体の撮影について述べる。

サンフ。ルを固定する際、チップの汚染を避ける必要があったため、導電性ペース トではなく導電性両面テ

ープを使用した。導電性両面テープの代表的な使用方法として、 導電性両面テープの上に試料を貼り付ける

方法がある。この方法はサンプルの固定が容易であるが、ドリ フトがおきやすく高倍率での観察が難しいこ

とが多かった。これを改善するために、サンフ。ルの隅を上から留める方法をとった。これにより ドリフ トは

かなり低減された。 また、観察後のサンプル取り外しも非常に容易なことも大きな利点といえる。次に加速
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電圧について述べる。加速電圧を低くすると分解能が落ちることは一般的に知られている。実際、高倍率観

察において加速電圧を低くすると、画像が鮮明ではなくなることが多い。ただ、 Auナノ粒子三量体を撮影し

た際には lkvと低加速電圧でも一見ある程度撮影できているように見えた。しかし、 5kvと加速電圧を上げ

ると全く異なる像が見えた。低加速電圧で撮影した際には、加速電圧を変えて見え方の違いをみることは大

切である。

次に、航空宇宙工学専攻江利口研究室久山氏らによる研究での Si基板上のSiN膜の撮影について述べる。

こちらでは断面を観察するためにサンプルを縦に置く必要があり、 サンプルが使い捨てで、あったため、導電

性ペーストを使用した。ここでの工夫は導電性ベーストを有機溶剤で希薄化し使用した。サンブρルを試料台

にのせ、薄めた導電性ベーストをつけると、毛細管現象により全体へいきわたる。この方法によりサンプル

を縦にしてもしっかりと固定することが可能である。次に、チャージアップについて述べる。このサンフ。ル

ではチャージアップが発生した。チャージアップによりドリフ トやコントラス ト異常が発生するが、特にド

リフトが発生すると観察が困難になる。その対策と してスパッタ等により金属をサンフ。ル表面にコーティン

グを実施した。 しかし、サンプルによってはコーティングを少なくする、あるいは全くしないで観察を行わ

なければならない。その対策と して積算モードで、の撮影を行った。これはTVスキャン／Fastスキャンなどの

高速走査の SEM像を複数加算することで撮影するモードである。これにより通常のラスタースキャンでは形

がいびつになる像でもある程度締麗に撮影できることが多い。実際、膜厚測定のための撮影ではこのモード

をよく使用する。

4.おわりに

筆者がこれまで、の業務において関わった観察について 2例紹介した。 また、これまでの経験よ り得られた

観察に際してのポイントや注意するべき点について述べた。今後、冶具の作製などにより、よりよい SEM画

像を得られるようにさらなる工夫を凝らしてし、く。
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